

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Ano Lectivo de 1994 / 95

1º Semestre

Disciplina: Projecto e Teste de Sistemas Digitais

5 º Ano
Ramo de
IS
Aula Teórica 

Aula Prática / Teórico-Prática




Turma 
5 IS

Sumário da aula n.º
1

Data:
28 Set 94

Introdução aos objectivos e programa da disciplina. Metodologia de avaliação.

Análise dos trabalhos que poderão ser realizados no decorrer do semestre.







Sumário da aula n.º
2

Data:
29 Set 94

A modelação no projecto e teste de sistemas digitais.

A simulação lógica como ferramenta para a verificação de projecto e para o teste

de sistemas digitais.





Sumário da aula n.º
3

Data:
6 Out 94

A importância da modelação de faltas no teste de sistemas digitais.

Introdução aos modelos de faltas mais comuns.







Sumário da aula n.º
4

Data:
19 Out 94

Modelação de faltas: 

      Detecção de faltas e redundância.

      Colapso de faltas por equivalência e por redundância.





Sumário da aula n.º
5

Data:
20 Out 94

Modelação de faltas: Conclusão.

Simulação de faltas: Aplicações principais, técnicas principais de simulação de

faltas e respectivos aspectos de comparação.





Sumário da aula n.º
6

Data:
2 Nov 94

Geração de testes:

      Métodos estruturais orientados pelas faltas e independentes das faltas.

      Métodos funcionais.





Sumário da aula n.º
7

Data:
9 Nov 94

Projecto orientado para a testabilidade:

      Conceitos básicos.

      Técnicas ad hoc.

      Metodologias estruturadas de projecto com varrimento (scan design).



Sumário da aula n.º
8

Data:
10 Nov 94

Projecto orientado para a testabilidade: Introdução ao projecto e teste com

varrimento pela periferia (BST, Boundary Scan Test).







Sumário da aula n.º
9

Data:
23 Nov 94

Projecto orientado para a testabilidade: O projecto e teste com varrimento pela

periferia.







Sumário da aula n.º
10

Data:
24 Nov 94

Projecto orientado para a testabilidade: O projecto e teste com varrimento pela

periferia (conclusão da apresentação teórica).







Sumário da aula n.º
11

Data:
7 Dez 94

Apresentação e discussão de um modelo de um controlador para a 

infraestrutura BST de cartas de circuito impresso.







Sumário da aula n.º
12

Data:
4 Jan 95

Técnicas de compressão de resposta por análise de assinatura.

Estruturas de hardware para a geração pseudo-aleatória de estímulos de teste e 

para a implementação de registos de assinatura.





Sumário da aula n.º
13

Data:
5 Jan 95

Introdução ao auto-teste incorporado (BIST, Built-In Self Test).

BIST dos tipos on-line e off-line; estrutural e funcional.

Segmentação lógica e segmentação física.





Sumário da aula n.º
14

Data:
11 Jan 95

Conclusão do auto-teste incorporado.

Análise de exemplos de auto-teste incorporado.

Interface entre BST e auto-teste incorporado.





Sumário da aula n.º


Data:
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